
Figure: Schematic of fully polarimetric 

4D cathodoluminescence setup and 

diagrams of phase extraction. 
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Introduction: 幾何学的なキラリティを持つ構造は、円偏光場に対する非対称な光学応答を示す。一方

励起系・観測系の対称性を崩すことによりアキラルな構造においてもキラルな光学応答を観測できること

が報告されている。走査型透過電子顕微鏡(STEM)と組み合わせたカソードルミネセンス(CL)測定は、電

子線の進行方向・測定方向・励起位置の選択により xy、yz、zx 面における鏡面対称性を崩すことが容易

であり、高い空間分解能(<1nm)によりナノスケールでの電場強度マッピングも可能である。本発表では、

全方位に鏡面対称な球状 Si ナノ粒子からのキラル放射の観測及びストークスパラメータの算出による相

対位相マッピングについて報告する。 

Method: 球状 Siナノ粒子(粒径 50-300nm)は、大気雰囲気下でのレーザーアブレーションにより TEMグ

リット上に作製した［1,2］。完全偏波 4次元 STEM-CLの模式図[2]を Figure に示す。電子線により励起さ

れたモードの放射場は、放物面ミラーによりコリメートされ、スリットマスクによって xz 面内方向の放射角が

選択され、角度分散を維持したまま分光器の 2 次元 CCD 素子に集光される。電子線を走査し、角度・エ

ネルギー分解された強度情報を取得することで、4次元(４D：空間2次元・角度1次元・エネルギー1次元)

情報を測定できる。また、1/4 波長板及び偏光板を光路中に挿入することで、円偏光を含むすべての偏

光を選択的に観測することができる。 

Results: Figureに示した 6つの偏光条件においてストークスパラメータを算出し、円偏光相対位相マップ

を抽出した。球状 Si ナノ粒子の双極子モードは縮退しているが、加速電子線励起に起因した励起位相

差を持つ電気双極子モード同士の干渉に由来して円偏光放射を得ることができる。また、電気双極子と

磁気双極子モードの干渉に由来する円偏光放射を得ることも可能である。本発表ではこれらの二つのキ

ラル放射のプロセスについて位相

マッピングから解析する。 
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